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 磁性薄膜はバルク磁性体では見られない特異な磁気特性を持つことから、それに関する

研究は基礎科学としての重要性だけでなく、新世代の磁気記憶材料などの技術的応用の

価値も持ち合わせる。我々はこれまで、より理想的な条件に近い in-situでのCo/Au薄膜の

磁気異方性に関して議論してきた[1]。Co L-edge XMCD及びEXAFS解析の結果、Coが数

原子層程度で発現する垂直磁気異方性の起源として、Coの非常に大きな構造歪みが絡ん

でいることが示唆された。一般に界面の性質（粗さ、構造等）によって磁気異方性が変化す

ることは知られているが、数原子層レベルで界面磁性と構造を同時に観察した報告はまだ

されていない。そこで我々は近年開発された深さ分解XMCD法[2]に加え、新しいEXAFS解

析手法である Bayes-Turchin 法[3]を適用することにより、特に界面一原子レベルでの Co

原子の電子状態と局所構造の同時解析を試みた。特に今回、Mo/Co/Au 薄膜と

Au/Co/Au 薄膜等を用い、被膜層と基板の組み合わせで変化する磁気異方性と構造の系

統的な評価を行った。図1にPF BL-16Aで測定したCo L-edge XMCDスペクトルを示した。

Coの膜厚は 6原子層（約 1.2 nm）、いずれも基板は厚さ 2 nmの Au(111)薄膜である。左図

は被膜層がMo（厚さ 1nm）の

場合、右図はAu（厚さ 2nm）の

場合に相当する。検出は電子

収量法を用いており、λは検

出深さを表している。当日はこ

の試料に対する深さ分解

XMCD/EXAFS の定量的な解

析結果について報告する。 
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図 1 Co L-edge XMCD spectra of (left) 
Mo/Co/Au and (right) Au/Co/Au films. 


